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	Oktatási cél:
A számítógéppel összekapcsolt képalkotási rendszerek elméleti alapjainak, információkezelésének és működésének elsajátítása: a felhasználási lehetőségek megismertetése

	Ismeretkörök:
Történeti áttekintés (a mikroszkópos képalkotás elméletének kialakulása, a fény hullámtermészete és ez alapján a felbontóképesség definíciója) Az elektronsugár és fénysugár közötti analógia (korpuszkuláris/hullám).

Az elektronforrás felépítése. Elektronoptikai lencsék, Az elektronok mozgása mágneses térben. Lencsehibák szférikus aberráció, kromatikus aberráció, asztigmatizmus. A lencsehibák javításának lehetőségei.

Az elektronmikroszkóp felépítése, analógia a fénymikroszkóppal. Kondenzor lencse, kondenzor blende

A transzmissziós elektronmikroszkóp felépítése. Objektív és projektor lencse, nagyítás, párhuzamos leképezés. A pásztázó elektronmikroszkóp felépítése, objektív lencse, eltérítő tekercsek, soros leképezés. 

A kontraszt kialakulása, szóródás (részecske) és elhajlás (hullám). Fáziskontraszt, világos látóterű és sötét látóterű leképezés, elektrondiffrakció, Bragg egyenlet, a mikroszkóp kalibrálása, rácsállandók meghatározása.

A pásztázó elektronmikroszkóp kontrasztjának kialakulása. Gerjesztés, szekunder és visszaszórt elektronok, detektálás. Katódlumineszcencia, mintaáram, EBIC, mágneses kontraszt, csatornahatás képek. 

A TEM/SEM kontraszt kialakulásának fizikai alapjai, az anyag és az elektron közötti kölcsönhatások. Rugalmas és rugalmatlan kölcsönhatások.

Analitikai elektronmikroszkópia: Röntgenanalízis (detektálás, félvezető SiLi detektor, sokcsatornás analizátor). A detektorok karakterisztikája, mérése. Ablak nélküli/vékony ablakos detektorok, könnyű elemek kimutatása.

A spektrum jellegzetes részei, műtermékek a spektrumon, minőségi analízis, zavarások, spektrum feldolgozás. Mennyiségi analízis (rendszám-, abszorpció- és fluoreszcencia korrekció). Alkalmazási lehetőségek, példák.

Elektron energiaveszteség spektroszkópia. Detektálás, gyakorlati felhasználás (alkalmazási példák).

Elektronmikroszkópos mintaelőkészítés. Elektronmikroszkópos vizsgálatok kis vákuumban vagy légköri nyomáson. A mikroszkópok kiegészítő berendezései.

Pásztázó szondás módszerek. Alkalmazási lehetőségek, alkalmazási példák. Számítógépes képalkotás a pásztázó szondás mikroszkópokban.

Számítógépes képfeldolgozás az elektronmikroszkópban. Analóg és digitális kép közötti különbség, felbontás, szürkeségi szintek. Digitalizálás a SEM-ben és a TEM-ben, mintavételezés, információelméleti alapok. 

A képminőség javítása, zajszűrés (integrálás, frekvenciaszűrés, konvolúció), kontraszt és fényerő. Periodikus szerkezetek leképezése, Fourier transzformáció, rekonstrukció. Szegmentálás, csontvázasítás. 

A képek mennyiségi értékelése, alakzatok kijelölése, határok megállapítása, alakzatok számának és méretének meghatározása, erózió és növesztés, alakzatok kijelölése és szétválasztása, alaktényező meghatározása. 

A mikroszkóp beállításának és paramétereinek automatikus szabályozása a képek elemzése alapján. Automatikus analízis, komplex analitikai eredmények értékelése.
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